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Paragraphe 3.3.11

Remplacer ce paragraphe par le suivant.:

3.3.11 Vibrations

a) Le support sera monté sur un calibre d’essai vibrant et attaché 4 cle

tel qu’il est indiqué dans la feuille particuliére correspondante.

b) Le support sera alors soumis a 1’essai Fc de la Publication 68 de

dans la feuille particuliére correspondante.

cifide

¢) Durant les deux derniers cycles d’essai, la conti iqire eAupport et le faux tybe
ou le réceptacle sera continuellement contrg@lée. devira la
continuité électrique d’une durée supérienre a celle indi b1i-
dante.

d) Le support sera examiné visus
ni avoir perdu de piéces.

es,

; Suréelen Wt la procédure du paragraphe 3.4.1 et deyra
eutlle paxticyliére sorrespondante.

e)

calibre d’essai vibrant et attaché a un faux tube ou & un réceptdcle

s soumis & ’essai Eb de la Publication 68 de la CEIl, & la sévérité ef la

200 derniéres secousses, la continuité électrique entre le support et le faux tube|ou
éceptacle sera continuellement contrdlée. Il ne devra pas y avoir d’interruption de la cpn-
tinuité électrique d’une durée supérieure a celle indiquée dans la spécification correspondante.

d) Le support sera examiné visuellement. Il ne devra pas présenter de détériorations mécaniqyes,
ni avoir perdu de piéces.

e) La résistance de contact sera mesurée en utilisant la procédure du paragraphe 3.4.1 et devra
étre celle spécifiée dans la feuille particuliére correspondante.
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Sub-
Rep
3.3.1

Sub-
Repl
3.3.1

clause 3.3.11

ice this Sub-clause by the following:

1 Vibration

clause 3.3.12

ace this Sub-claus@he ollowing:
2 Bump

a) The socket

of duration greater than that indicated in the relevant specification.

d)~The socket shall be visually examined. There shall be no mechanical damage or loosening of
parts.

e) The contact resistance shall be measured using the procedure of Sub-clause 3.4.1 and shall be
as specified in the relevant article sheet.
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